Spectrofotometru SPECORD UV-VIS dublu-fascicul

Spectrofotometria este o ramura a spectroscopiei care se ocupa cu masurarea cantitativa a
proprietatilor de transmisie sau de reflexie ale unui material (substantd) in functie de lungimea
de unda. Termenul de spectrofotometrie este specific masuratorilor in care este utilizata
radiatia electromagnetica din spectrul ultraviolet 200 — 400 nm (UV) sau vizibil 400 — 800 nm
(VIS). Tn practicd, metoda se bazeazd pe proprietatea de transmisie (absorbtie) sau de reflexie a
materialelor la diverse lungimi de unda. Astfel, spectrofotometria este folosita atat ca metoda
calitativa pentru identificarea prezentei unei substante intr-o solutie, cat si cantitativa pentru
identificarea concentratiei unei substante dintr-o solutie.

Spectrofotometria UV-VIS este utilizata cel mai frecvent In chimia analitica pentru
determinarea cantitativa:

- a solutiilor ce contin cationi ai metalelor tranzitionale, majoritatea fiind colorate

datorita electronilor de pe orbitalii de tip d care pot fi usor excitati fiind astfel determinati

sa executa tranzitii cuantice,

- acompusilor organici, in special aceia care manifesta un inalt grad de conjugare (sisteme

cu orbitali p in care alterneaza legaturi simple cu cele multiple si care, in general, scad

energia totald a moleculei, crescandu-i astfel stabilitatea).

Principiul de determinarea cantitativda se bazeaza pe legea Lambert-Beer. Aceasta lege
prevede ca cantitatea de lumina absorbita de o solutie este expresia unei functii exponentiale a
concentratiei si a lungimii de unda in raport cu acea solutie.

De asemenea, metoda poate fi utilizata pentru masurarea indicelui de refractie si a grosimii
straturilor subtiri. Studiul unor proprietati optice ale straturilor subtiri semiconductoare, cum ar
fi spectrele de transmisie, reflexie si absorbtie, dispersia indicelui de refractie in anumite
domenii spectrale, precum si influenta tratamentului termic asupra acestora, permite obtinerea
de informatii importante privind structura de benzi energetice a semiconductorilor si
mecanismul de interactiune a radiatiei electromagnetice cu stratul subtire. Coreland aceste
rezultate, cu cele obtinute in studiul fenomenelor de transport ale acestora, se pot obtine
informatii exacte cu privire la multi parametri fizici si caracteristicile principale ale materialelor
semiconductoare.

Acest instrument are moduri de masurare a spectrelor de transmisie si reflexie (in %).
Masuratorile spectrelor pot fi efectuate pe probe solide (de la 2x2 mm p.) si lichide (in cuve).

Spectrofotometrul se afla in Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaica si Fotonica al IFA.



https://phys.asm.md/ro/divisions/lmff

Specificatii:

. domeniu de lungimi de unda: 200-800 nm

. latimea fantei 1 nm

surse de radiatie: lampa cu deuteriu si lampa de wolfram-halogen
detector: fotomultiplicator (PMT)

precizia lungimii de unda: £0,5 nm

repetabilitatea lungimii de unda: +0,1 nm

posibilitati de control: software PC

tip probe: solide, lichide.

Acest echipament este disponibil pentru toti cercetatorii cointeresati, inclusiv din afara IFA sau
persoane fizice.

Pentru programare va rugam sa ne scrieti un mesaj la adresa indicata mai jos, facand si o scurta
descriere a probelor (starea, dimensiuni). Va rugam sa tineti cont ca acceptarea programarii si
conditiile de punere la dispozitie a echipamentului dat depind de disponibilitatea aparatului in
ora/ziua doritd si de modul in care echipamentul va fi folosit (prin colaborare stiintifica,
proiecte de cercetare comune cu IFA sau ca serviciu contra cost).

Recomandam sa va programati din timp!

Pentru programare si informatii suplimentare va rugam sa contactati :

Operator Constantin Losmanschii

E-mail: constantinlindemann@yahoo.com



https://phys.asm.md/ro/personalpages/closmanschii
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